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ELECTRON MICROPROBE ANALYZERTN CALISMA SISTEMI
VE BiR NON-GAMMA-2 AMALGAM OLAN DISPERSALLOY'UN
FAZILARININ SAPTANMASINDA KULLANILMASI

Tansev MIHCIOGLU*

GIRIS

Electron Microprobe cihazi (2,4, 7, 9,10,13), amalgam ala-
simlarin icerdigi metallerin ve metallerin aralarinda olusturdu-
gu bilesiklerin ya da fazlarin goriintiilerini saglamaktan baska,
kalitatif, kantitatif ve % agirlik olarak da sonuclar basliyabil-
mektedir.

Bir taramal1 elektron mikroskopu, li¢ adet X-isin1 spektro-
metresi ve bir optik mikroskopun birlestirilmesinden meydana
gelmistir. Elektron mikroskopunda biiyliik biiylitmelerde gozle-
nebilen ufak taneler tizerinde X-isinlar1 kullanarak spektral ana-
lizler yapabilmektedir.

Taramal1 elektron mikroskopunda goriinti soyle elde edilir.
Bir tungsten flamadan 1s1 yoluyla elde edilen elektronlar, yiik-
sek elektrik akimlariyla (40 Kv) firlatilir ve iki sira manyetik
mercekte odaklanarak ornek iizerindeki cok kii¢iik bir alana (2
mikron kare) diusuriliir. Bu alana belirli bir kinetik enerji ile
gelen elektronlar ¢ok sayida sinyaller olusturur. En 6nemlileri;
geri yansiyan elektronlar, ikincil elektronlar, Auger elektronla-
r1, emilen elektronlar, katod luminisens 1sinlar1 ve X 1sinlaridir.
Olusan bu sinyaller, algilama dedektorleriyle algilanir ve ekran
izerine ya da bilgisayar degerlendirme tnitesine iletilip kulla-
nilirlar. Saptirma bobinleri araciligr ile sistematik olarak sap-
tirilan, elektron demetinin gectigi her noktadan c¢ikan bu sin-
yallerin ekranda olusturdugu kontrast, goriintiiyli saglar.

Arastirmamizda geri yansiyan elektronlar1 kullandik, Or-
nekten geri yansiyan elektronlar miktari, 6rnek'in o noktasindaki
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ortalama atom agirlig1 ile orantilidir. Agir elementlerin bulun-
dugu noktanin goriintiisii ekran lizerinde daha parlak olacak-
tir. Boylece saptirma bobinleri ile saptirilan elektron demeti, Or-
nek yiizeyini tarar ve ylizeyin kimyasal kompozisyonunu ekran
lizerine aktarir. Bu goriintiiye kompozisyon goriintiisii denir,
ornek tizerindeki noktadan c¢ikan X-isini sinyalleri, kompozis-
yon gorintiisiine modiile edilerek X-1sin1 goriintiisii elde edilir.
Her elementin karakteristik bir X-1sin1 vardir. Bu 1sinlar ayrilip,
yalniz birisi ekrana vyansitilirsa o elementin yilizeyde dagilimi
saglanir.

MATERYAL VE METOD

Degisik Hg-toz oranlarinda (1:3, 1:2, 1:1, 2-.z ve 3:1), oda si-
cakliginda. Ozel olarak yapilmis celik bir kalip i¢inde hazirlanan
Dispersalloy (1,3,5,6,13,14) amalgam ornekleri, iki saatlik don-
ma stresi sonunda, MTA Laboratuvarlar Dairesinde JEOL-
UCXA -50 A) Electron Microprobe Analyzer'1 ile faz igerikleri-
nin saptanmasinda kullanildilar.

BULGULAR

Dispersalloy amalgam ornekleri, degisik Hg-toz oranlarin-
da S'er adet hazirlandi. Yapilarindaki bilesimler (1850 %) ile sap-
tandi.

Dispersalloy orneklerinden evvelce anlatilan yOntemle elde
edilen resmilerden; Ag,Sn (y), Ag,Hg, (v, ve Cu,Sn, (n') fazla-
rini1 saptadik.

Dispersalloy'un Hg-toz oram; 3:1 olan Orneklerinde sapta-
nan fazlar Resim 1 Ca, b, c), 2:1 olan 6rneklerinde saptanan faz-
lar Resim 2 (a,b, c,d), 1:1 olan oOrneklerinde saptanan fazlar
Resim 3 (a, b, c,d), 1:2 olan o6rneklerinde saptanan fazlar Resim
4 (a, b, c,d) ve 1:3 olan orneklerinde saptanan fazlar Resim 5 (a,
b, c, d) de gosterilmistir.

Arastirma sonuclarina gore, Dispersalloy'un biitiin Hg-toz
oranlarinda, gamma-2 fazi icermedigi gosterildi.
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Resim la. Dispersalloy'un 3:1 arasindaki kompozisyon goriintiisi.

Resim 1b. Dispersalloy'un 3:1 Resim lc. Dispersalloy'un 3:1
oranindaki Sn X-ray gorilintiisi. oranindaki Hg X-ray goriintiisii.

125



Resim 2a. Dispersalloy'un 2:1 Resim 2b. Dispersalloy'un 2:1
oraninda kompozisyon gorintiisi. oranindaki Sn X-ray goriintiisii.

Resim 2c. Dispersalloy'un 2:1 Resim 2d. Dispersalloy'un 2:1
oranindaki Hg X-ray gorintisi. oranindaki Ag X-ray gorintist.
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Resim 3a. Dispersalloy’un 1:1 Resim. 3b. Dispersailo_g'q_n 1:1
oraninda kompozisyon gorintiisu. oranindaki Sn X-ray gorintiisi.

Resim 3¢. Dispersalloy'un 1:1 Resim 3d. Dispersalloy'un 1:1
o-anmdaki Hg X-ray giriintiisii. oranindaki Ag X-ray giriintiisii.

127



Resim 4a. Dispersalloy'un 1:2 Resim 4b. Dispersalloy'un 1:2
oraninda kompozisyon goruntiist. oranindaki Sn X-ray goriintiisi.

Resim 4c. Dispersalloy’'un 1:2 Resim 4d. Dispersalloy'un 1:2
oranindaki Hg X-ray goriintiisii. oranmdaki Ag X-ray goriintiisii.
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Resim 5a. Dispersalloy'un 1:3" Resim 5b. Dispersalloy'un 1:3
oraninda kompozisyon goriintusu. oranindaki Sn X-ray goriintiisii,

Resim Sc. Dispersalloy'un 1:3 Resim 5d. Dispersalloy'un 1:3
oranindaki Hg X-ray goriintisi. oranindaki Ag X-ray goriintusii.
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TARTISMA

Atomizasyon yontemi ile elde edilen eutectic (en diisiik eri-
me noktasinda birlesmis) Ag-Cu Kkiireciklerinin olusturdugu to-
zun, klasik amalgam alasimlar1 ile karistinlmasiyla meydana
gelen Dispersalloy'un, ADA standart esaslarina uydugu bildiril-
mistir (8).

Dispersalloy, yapisal benzerlikleri nedeniyle non-gamma-2
amalgamlar grubuna katilmistir (11,16,-17).

Malthotra ve Asgar (12), degisik oranlarda civa iceren ce-
sitli tiirden amalgamlarda gamma-2. fazimin varhgim arastir-
mak icin yaptiklar1 calismada, biitiin yiiksek bakir amalgamla-
nn gamma-2 fazi ihtiva etmediklerini, gamma-2 fazi yoklugu-
nun donmus amalgamdaki son civa oramina dayandigim1 bul-,
muslardir. Diisiik civa oram yerine yiiksek civa oram bulunma-
sinin da, gamma-2 fazinin cogalmasina neden olacagim goster-
mislerdir. Ancak Dispersalloy'un, hichir civa oraminda da gam-
ma-2 fazi icermedigini bulmuslardir. Arastirmamizda da sonuc-
lar es bicimde elde edildi.

Dagitma fazh amalgamlarda aciklanan Cu,Sn, tepki halka-
si, Electron Microprobe Analyzer yardimiyla elde edilen resim-
lerde halka seklinde goriilmiistiir (13,15). Arastirmamizda elde
ettigimiz resimlerde de aym sekiller gozlendi.

SONUC

Degisik Hg-toz oranlarinda hazirlanan Dispersalloy amal-
gam Orneklerinin faz analizleri; kompozisyon ve degisik fazla-
rin X-ray goriintiileri biciminde verildi.

OZET

Non-gamma-2 amalgamlar grubuna sokulan Dispersalloy'un
icerdigi fazlar, isleyis bicimi kisaca anlatilan Electron Microp-
robe Analyzer yardimi ile arastirildi. Elde edilen resimlerde,
Ag.Sn (y), Ag,Hg, (y) ve Cu,Sn, (n) fazlarn gozlendi. Sn Hg
(Y,) fazina, Dispersalloy'un hicbir toz-civa oraminda rastlaml-
madi.
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SUMMARY

The Working System of Electron Microprobe Analyzer and its
Use in Detecting the Phases of a Non-Gamma-2 Amalgam, Dis-
persalloy.

The phase contents of Dispersalloy, which is introduced into
Non-gamma-2 amalgams, were investigated by means of Elec-

tron Microprobe Analyzer.Ag,Sn,(n),Ag2Hg3 (y,)and Cu6Sn5 (n)phaseswereobservedintheph
was met in none of the powder-mercury ratio.
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